




Nationaler und Internationaler Tagungskalender 

copy, P.O. Box: 589,33101, Tampere, 
Finland, Tel. +358331152350, Fax 
+358331152330, E-Mail: minnamari. 
vippola@tut.fi 

9.-21. June 
Lehigh Microscopical School, Bethle­
hem,PA, USA 

32nd year 

Courses 2002 

June 9
 
Introduction to SEM and EDS for
 
the new SEM operator.
 

June 10-14
 
Scanning Electron Microscopy and
 
X-ray Microanalysis.
 

June 17-21
 
Advanced Scanning Electron Mic­

roscopy and Digital Imaging.
 

June 17-21
 
Quantitative X-Ray Microanalysis
 
of Bulk Specimens and Particles.
 

June 17-20
 
Analytical Electron Microscopy,
 
Analysis Methods for TEM Speci­

mens.
 

June 18-20
 
TEM Specimen Preparation.
 

June 18-21
 
Atomic Force Microscopy and
 
Other Scanned Probe Microscopies.
 

Contact: Sharon Coe, Department of 
Materials Science and Engineering, 
5 E. Packer Avenue, Lehigh Universi­
ty, Bethlehem, PA. 18015, Tel. (610) 
758-5133, Fax (610) 758-4244, 
E-Mail: slc6@lehigh.edu 

12.-15. June Tampere, Finland 
SCANDEM 2002: 53rd Annual 
Meeting of Scandinavian Society for 
Electron Microscopy, Tampere, 
Finland. TAVICongress Bureau: Fax 
+35832330444, www.scandem2002. 
tut.fi 

16.-21. June Berlin 
European Conference on Energy 
Dispersive X-ray Spectrometry 
EDXRS 2002. Venue: Berlin. Confe­
rence web page: http://iapf.physik.tu­
berlin.delEDXRS2002 

24.-28. June Lille, France 
Joint Microscopy Meeting of the 
French, Belgian, Dutch and Swiss 
Societies of Microscopy, Lille, 
France. Website: http://www.eudil.fr/ 
sfmu 

9.-11. July London, UK 
MICRO 2002. Sponsor: Royal 
Microscopical Society with interests 
both physical and biological. Contact: 
Allison Winton, Royal Microscopical 
Society, 37/38 St Clements, Oxford, 
OX4 1AJ, United Kingdom, Tel. +44 
(0) 1865248768, Fax +44 (0) 
1865791237, International Microsco­
py Conference and Exhibition, E­
Mail: exhibitions@rms.org.uk, www. 
rms.org.uk, www.microscience2002. 
org.uk 

4.-8. August Quebec City, Canada 
Microscopy & Microanalysis 2002. 
Quebec City, Quebec, Canada. Spon­
sor: Microscopy Society of America 
(MSA), Microbeam Analysis Society 
(MAS) and the Microscopical Society 
of Canada (MSC). Contact: Mary 
Beth Rebedeau, The Rebedeau Group, 
7000 W. Southwest Hwy., Chicago 
Ridge, IL 60415 , USA, Tel. (708) 
361-6000, Fax (708) 361-6166, E­
Mail: msa@tradesshownet.com, http:// 
www.msa.microscopy.com 

11.-15.August Rochester,NY, USA 
7th International Conference on 
Near-Field Optics and Related 
Techniques, Rochester, NY, USA. 
Lukas Novotny; novotny@optics. 
rochester.edu, www.optics.rochester. 
edu/events/nfo7 

1.-6. September
 
Durban, South Africa
 
XV ICEM 2002 Congress on Elec­

tron Microscopy ICC Durban,
 

South Africa. ICEM-15 Congress Or­
ganizer: Turners Conferences, P. O. 
Box 1935, Durban 4000, South Afri­
ca, Tel. +2731332145 1, Fax 
+27313686623, E-Mail: turner13@ 
galileosa.co.za, www.icem15.com 

21.-24. September Halle 
122. Versammlung der Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher und Arzte 
e. V.: Kosmos - Erde - Leben. Ver­
anstaltungsort: Universitat Halle-Wit­
tenberg . Information: www.gdnae.de 

25.-27. September Halle 
Polymeric Materials 2002, Halle, 
Germany. University Halle-Witten­
berg, Fax +493461463891 

I 2003 I 
9.-14. March Orlando, FL, USA 
PITTCON 2003. Contact: The Pitts­
burgh Conference, 300 Penn Center 
Boulevard, Suite 332, Pittsburgh, PA. 
15235-5503, USA, Tel. (412) 825­
3220 or 1-800-825-3221, Fax (412) 
825-3224, E-Mail: expo@pittcon.org, 
http://www.pittcon.org 

3.-5. May Washington D. C., USA 
Scanning 2003. Contact: Mary K. 
Sullivan, Tel. (201) 818-1010, Fax 
(201) 818-0086, E-Mail: scanning@ 
fams.org 

3.-7. August San Antonio, TX, USA 
Microscopy and Microanalysis 
2003. Sponsor : Microscopy Society of 
America (MSA) and the Microbeam 
Society (MAS). Contact: Mary Beth 
Rebedeau, The Rebedeau Group, 
7000 W. Southwest Hwy., Chicago 
Ridge, IL 60415, USA, Tel. (708) 
361-6000, Fax (708) 361-6166, E­
Mail: msa Otradesliownet.com, http:// 
www.msa.microscopy.com 

7.-12. September Dresden 
31. Tagung der DGE, TU Dresden. 
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I 

Personalien 

Personalien
 

Geburtstage 

12.3.2002 
Prof. Dr. Elmar Zeitler 
em. wissenschaftl. Mitglied des Fritz­
Haber-Instituts der Max-Planck-Ge­
sellschaft, Berlin, em. Techn. Univer­
sitar Berlin, Elektronenoptik und 
Elektronenmikroskopie, von 1982 bis 
1985 im Vorstand der DGE, davon von 
1982 bis 1983 1. Vorsitzender, 1999 
Ernennung zum Ehrenmitglied der 
SSDM - 75 Jahre 

21.3.2002 
Prof. Dr. Friedrich Lenz 
em. Universitat Tubingen, theoreti­
sche Elektronenphysik, von 1980 bis 
1989 im Vorstand der DGE, davon von 
1980 bis 1981 1....:Vorsitzender, 1991 
Ernennung zum Ehrenmitglied der 
DGE - 80 Jahre 

Wir gratulieren herzlich. 

Akademische Gedenkfeier fur Heinz Bethge 

Am 9. 5. 2001 verstarb unser Ehrenmitglied Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Heinz Bethge, 
Halle. 

In Wiirdigung seines Lebenswerkes fand die folgende Akademische Gedenk­
feier statt: 

Akademische Gedenkfeier 

fur 

Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Heinz Bethge 
15. 11. 1919 - 9. 5. 2001 

am 19. November 2001,14.00 Uhr 

im Freylinghausen-Saal der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale) 

Programm 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

4 Kanons aus dem Musikalischen Opfer 

Benno PARTInER: 

Heinz Bethge, der XXIII. Leopoldina-Prdsident 

Johannes HEYDENREICH: 

Der Physiker Heinz Bethge (Wissenschaftliches Lebenswerk) 

Wilfried GRECKSCH : 

Professor Bethge - Hochschullehrer, Forscher, Wissenschaftspolitiker 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)
 
Flotenquartett C-Dur
 

Ausfiihrende:
 
Ulrich MESSERSCHMIDT, Flore
 

Julia KLAUA, Violine
 
Michael CLAUSS, Viola
 

Manfred KLA UA, Violoncello
 

Zu dieser gemeinsamen Gedenkfeier in Wiirdigung des Lebenswerkes und der Verdienste
 
des Leopoldina-Prasidenten, Forschers und Hochschullehrers Heinz BETHGE laden em:
 

Deutsche Akademie der Naturforscher MPI fiir Mikrostrukturphysik, Martin-Luther-Universitat 
Leopoldina Halle Halle-Wittenberg 

Benno PARTHIER Patrick BRUNO Wilfried GRECKSCH 

Prasident Geschaftsfiihrender Direktor Rektor 

Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002 48 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antrag auf Mitgliedschaft 
in der 
Deutschen Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V. 
(http://www. dge-homepage.de) 

An den Geschaftsfuhrer de r DGE 
Herrn Dr. Karl Zierold 
Max-Planck-Institut fur mo leku lare Physiologie 
Otto-Hahn-Str. 11 
4422 7 Dortmund 

Hiermit beantrage(n) ich (w ir) die Aufnahme in die DGE als: 

Firma (Jahresbeitrag € 80 - 160)
 
Institut (Jahresbeitrag € 60)
 
Personliches Mitglied (Jahresbeit rag € 40)
 
Technische(r) Mitarbeiter(in) (Jahresbeitrag € 26)
 
Student(in) oder Rentner(in) (Jahresbeitrag € 16)
 
Studierende werden gebeten, dem Aufnahmeantrag eine Kop ie de r
 
Immatrikulationsbescheinigung beizu legen .
 

()	 Zusatzlich beantrage(n) ich/wi r die Mitgliedschaft in der European Microscopy Society 
(http://www.eurmicsoc.org) zu einem Jah resbeitrag von € 5. 

Titel : Name: Vornam e: . 

Beruf/Fachrichtung: Geb.-Datum: . 

Anschrift: . 

Tel.: Fax: . 

e-mail : . 

Datum: Unterschrift:	 . 

Einzugsermachtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift:
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein DGE- Jahresbeitrag in Hohe von € ab dem
 

Rechnungsjahr von meinem Konto abgebucht wird .
 

........................................................... ...................................... ............................. ...................... ............... 
Konto.-Nr. Bank Bankleitzahl 

.............................................................................................. .......................... .............. .................. ............ 
Name in Druckschrift oder Stempel Datum Unterschrift 
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LEO 1530VP Ultra-Hochleistungs-VP FESEM� 

UItra-Hochauflosung 
im Hochvakuum sowie 
im VP-Modus auch an 
nichtleitenden, unbedampften 
Proben. 

Optimale SE-Abbildung in 
allen Modi durch einzig­
artigen In-Lens-Detektor im 
Hochvakuum, sowie 
patentiertem VPSE-Detektor 
im VP-Modus. 

GroBe Probenkammer 
fur Proben bis zu 150mm 
Durchmesser. 

Turbomolekular-Pumpsystem 
fur hohen Probendurchsatz. 

VoIiautomatisches 
Pumpsystem 
mit unkomplizierter 
Bedien-Software. 

LEO Electron Microscopy Group· fin Unternehmen der CarlZeiss SMTAG 
Carl-Zeiss-Str. 56 • 73447 Oberkochen • GERMANY 

. Tel. ++497364-9461 37· Fax ++497364-944851 • info@leo.de· www.leo-em.com 


